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摘要(译)

提供了一种用于测试液晶显示装置的方法和装置，以在不需要夹具的情
况下精确且快速地检测缺陷位置。该方法包括提供检查基板，其中基板
包括信号布线，驱动开关和形成在基板的有效显示区域中的电容器;将光
照射到检查开关装置上，从而通过信号配线从检查线向一个驱动开关提
供检查电压，以便对一个电容器充电;通过读取电容器的充电电压确定基
板的有效显示区域是否存在缺陷。
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